Апстракт
Истражувањето на поларизираните инфрацрвени рефлексиони спектри на монокристални примероци е важно во насока на добивање на вибрациони, оптички и диелектрични својства на кристалните примероци. Методите со користење на рендгенско зрачење се најчесто употребувани во ориентација на монокристали. Во оваа работа, предложени се две додатни инфрацрвени рефлексиони методи при проверка на ориентацијата на b кристалната оска и со тоа на ac кристалната рамнина, во однос на морфологијата на монокристалот. Методите се проверени врз два монокристала од Тутонови соли: K2Ni(SO4)2·6H2O и K2Ni(SeO4)2·6H2O и исто така се споредени со инфрацрвениот метод на вкрстена поларизација. Двете методи се базираат на симетријата и оптичките особини на моноклиничните монокристали. Едниот од нив го зема предвид фактот дека една од главните диелектрични оски е симетриски фиксирана, додека другата го користи условот за појава на изобестички-слична точка, односно изобестички-слична област во поларизираните инфрацрвени рефлексиони спектри на монокристали со ниска симетрија. 
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